CM 
CO 

S 



(19) 



■niiuunun 



(12) 



Europalschea Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets (11) EP 1 098 200 A2 

EUROPAISCHE PATE NTANM EL DUNG 



(43) VerSffentlichungstag: 

09.05.2001 PatentblBtt 2001/19 

(21) Anmeldenummer 00123270.1 

(22) Anmeldetag: 26.10.2000 



(51) Intel. 7 : G01R 1/073 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 

AT BE CH CY DE OK ES H FR GB GR IE IT U LU 
MCNLPTSE 

Benannte Erstreckungsstaaten: 
ALLTLVMKRO SI 

(30) Prioritat 03.11.1999 0E 19962943 

(71) Anmelder: 

Infineon Technologies AG 
81669 Munch en (DE) 



(72) Erfinder: Kund, Michael, Dr. 
81371 Munch en (DE) 

(74) Vertreter 

MULLER & HOFFMANN Patentanwarte 
Innere Wiener Strasse 17 
81687 MQnchen (DE) 



(54) Nadelkarten-Justageeinrichtung zur Planarisierung von Nadelaatzen einer Nadelkarte 



(57) Die Erfindung betrifft elne Nadelkarten-Justa- 
geeinrichtung zur Planarisierung von Nadelaatzen einer 
Nadelkarte (1), bel der die Nadelkarte (1) Qber eina 
gesonderte, dynamisch arbeitende Justageeinhert (4, 

Fig. 1 



11) mit einer ate Schntttsteile zu einem Testkopf (5) die- 
nenden Platine (3) verbunden iat 
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Bes hreibung 

[0001] Die v rliegende Erfindung betrrfft eine 
Nadelkarten^ustageeinrichtung zur Planarlsterung von 
Nadelsatzen einer Nadelkarte (auch als Sondenkarte s 
bezeichnst) In bezug auf einen zu kontaktierenden 
Wafer, bei der die Nadelkarte mit einer als Kontakt- 
Schnittstelle zu einem Testkopf cfienenden P latin e ver- 
bunden ist. 

[0002] Aus der DE 25 44 735 A1 ist ein PrOfkopftra- io 
g r bekannt, mit dessen Hlffe der Abstand zwtschen 
einzelnen PrOfkopfen, die PrOfspltzen tragen, eingestelrt 
werden kann. Damft soft eine Anpassung der PrOfkdpfe 
an verschledene Schrumpfungen keramlscher Sub- 
strate errebht werden. 15 
[0003] Werterhin beschreibt die US 5,861,859 ein 
automatisches Planarisierungssystem tQr Prfrfkarten, 
bei dem eine Prufkarte bezuglich einer WaferoberMache 
justiert wird, indem zuerst drei Spitzen der PrOfkarte, 
von denen zwei h6henvariabel sind, an der Waferober- 20 
flache ausgerichtet werden. 

[0004] Nadelsatze von Nadelkarten stellen 
bsksnntlich die elektrische Verbindurtg zwlschsn sinze!- 
nen Kontaktpads bzw. -kissen von Chips einerseits und 
einem Testkopf her, um so die Funktionsfahigkert der 2S 
Chips auf dem Wafer zu Oberprtrfen. Dabei ist die Pla- 
n arts ie rung der Nadelsatze der Nadelkarte In bezug auf 
den zu kontaktierenden Wafer bzw. die in diesem ent- 
haitenen Chips mit zunehmender Anzahl der gleichzeV- 
ttg zu kontaktierenden Chips rnmer aufwendlger. Die 30 
Nadelsatze mQssen namflch bis in die GroBenorcfriung 
von 1/4 \m\ genau auf die ihnen Jeweils zugeordneten 
Kontaktpads der Chips Justiert werden. 
[0005] Dabei 1st zu beachten, daB zusatzlich zu der 
statischen Justage der Nadelkarte relativ zu den Chips 35 
auch noch dynamlsche Komponenten berQcksichtigt 
werden mussen, die beispielsweise durch Warmeaus- 
dehnurtg der Nadelkarte wahrend eines Aufwarmens 
bzw. Abkuhiens ubereine Wafer-Haltevorrichtung, auch 
"Chuck" genannt, bedlngt sind. Andere dynamlsche 40 
Komponenten sind auf Alterungseftekte der Nadelkar- 
ten zurfickzufQhren, auf denen die Nadelsatze meistens 
verklebt sind. Die dynamlschen Komponenten konnen 
aber auch sehr kurze Zeitkonstarrten, wie beispiels- 
weise bei ErschQtterungen, haben. 45 
[000$] Bei auf der Nadelkarte verklebten Nadelsat- 
zen werden diese btsher ntcht oder nur durch nachtrag- 
liches Verbiegen Jeder einzelnen Nadel Justiert, was bei 
der geforderten Genauigkert bis zu 1/4 |im einen erheb- 
Itehen Kosten- und Zeitaufwand bedeutet. Sind cfle so 
Nadelsatze auf sogenanrrten Spacetransformem aufge- 
bracht, so kflnnen sle mit Hilfe von elrrfachen Schrau- 
ben justiert werden, womtt aber die angegebene 
Genauigkert kaum zu erreichen 1st 
[0007] Es ist darter Aufgabe der voriiegenden Erfin- 55 
dung, eine Nadelkarten-Justageeinrichtung zu schaf- 
fen, mit der die Nadelsatze einer Nadelkarte ohne 
weiteres in bezug auf einen zu kontaktierenden Wafer 
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p lan arisiert werden kdnnen. 

[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Nadeikarten- 
Justageeinrichtu ng der eingangs genannten Art erfin- 
dungsgema(3 dadurch gelost, daB die Nadelkarte Ober 
eine gesonderte, dynamisch arbeitende Justageeinhert 
mit der Piatine verbunden ist In bevorzug£er Weisa ist 
diese Justageeinhert aus wenlgstens einem Piezoele- 
merrt aufgebaut. Sie kann aber auch eine Vietzahl von 
Piezoelementen umfassen, die 1m Randberetch der 
Nadelkarte an dieser angreifen. 
[0009] Mit der erfindungsgemaBen Nadel karten- 
Justageeinrtchtung kann die Planarttat der Nadelkarte 
ohne weiteres an Ort und Stelle durch dynamlsche 
Justage hergesteitt werden. Das helftt, eine Nadeikar- 
ten-Dejustage, die beispielsweise durch Warmeaus- 
dehnung der Nadelkarte oder durch kurzzeitige 
ErschQtterung hervorgerufen ist, l&Bt s'tch ohne weite- 
res korrigieren. Irrfclge der dynamlsche n Bnstellbarkert 
der Nadelkarte laBt sich die Paradental zwischen Nadel- 
karte und Wafer bei dessen Korrtaktierung Ober den 
Waferrand hlnaus korrigieren. 

[0010] Da mit der gesonderten, dynamisch arbei- 
tsndsn Justageeinhert uber die die Nadelkarte mit der 
Piatine verbunden ist ohne weiteres auch dynamische 
Effekte konigierbar sind, entfalit ]eg!icher Bedarf fflr 
zusatzliche Einstelleinnchtungen. Auch kann mit Hiffe 
einer Kontakttestschleife, d.h. einem Prog ram m zur 
Verifikation des Kontaktes Jeder Nadel zu einem zuge- 
horigen Pad, die Justage vorgenommen werden. 
[0011] Die Justageeinhert kann in Richtungen, die 
im weserttlichen senkrecht zu der durch die Nadelkar- 
ten-Oberflache aufgespannten Ebene sind, und/oder in 
Richtungen, die in wesentlichen in dieser Ebene liegen, 
wirken. 

[0012] Durch den Airfbau der Justageeinhert aus 
fnsbesondere Piezoelementen lafit sich deren Elnstell- 
barkeit mit hoher Prazision reaiisieren. 
[0013] Nacrrfblgend wird die Erfindung an hand der 
Zeichnungen naher eriautert Eszeigen: 

Fig. 1 eine schematische Seitenanslcht einer 
Nadelkarten-Justageeinrichtung nach einem 
ersten Ausf Ohrungsbeispiel der Erfindung, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Nadel, 
die ein Pad auf einem Chip kontaktiert, 

Fig. 3 eine schematische Seitenanslcht einer 
Nadelkarten-Justageeinhert nach einem 
zwerten AusfOhrungsbeispiel der Erfindung 
und 

Fig. 4 eine Draufsicht auf mehrere Nadeikarten- 
satze tn einer Nadelkarte n-Justageelnhert 
nach einem vierten AusfOhrungsbelspiel der 
Erfindung. 

[0014] Rg. 1 zeigt eine Nadelkarte 1, die mittels 
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Schrauben 4 zwischen elner Platine 3 und elnem Fen- 
ster einer Versteifung 2 gelag rt 1st Die Platine 3 dient 
dabel als Kontakt-Schnittsteile zu elnem Testkopf 5, mit 
dessen Hlffe TestsignaJe zu einzelnen Nadeln 6 der 
Nadelkarte 1 geliefert werden kSnnen. 5 
[0015] Rg. 2 zeigt den Aufbau einer solchen Nadel 
6, wobei hler die Nadel 6 ein Pad 7 auf einem Chip 8 
eines Wafers kontaktiert 

[0016] Die elektrische Verblndung zwischen dem 
Testkopf 5 und cter Platine 3 1st durch Verbindungs- 10 
busse 9 angedeutet, wan rend zwischen der Platine 3 
und den einzelnen Nadeln 6 Verblndungsdrahte 10 
gefQhrtslnd. 

[0017] Die Schrauben 4 stellen elne mechanlsche 
Justageelnheit dar, da durch deren Verdrehen Paralleli- 15 
tat zwischen der Nadelkarte 1 und der Oberflache eines 
durch die Nadeln 6 kontaktierten Chips naherungs- 
wetse bewirkt werden kann. 

[0018] Erflndungsgemafl sind zusatzlich zu den 
Schrauben 4 noch Plezoelemente 1 1 vorgesehen, die 20 
jeweils Qber eine FQhler- bzw. Sense-Leitung 12 und 
eine AktMeitung 13 mit einer Steuereinheit 14 verbun- 
dsn sind. VVird durch die Piszoeiamants 1 1 sins Fshl- 
ausrichtung zwischen den Nadeln 6 der Nadelkarte 1 
und der Waferoberflache festgestellt, so wird diese 25 
Fehlausrichtung Qber die Sense-Leitung 12 an den 
Rechner 14 gemeldet. In dlesem werden die zum Aus- 
gleich der Fehlausrichtung notwendigen Korrekturen 
berechnet, urn sodann entsprechende Slgnale Qber die 
Aktivleitung 13 an die Plezoelemente 11 abzugeben. 30 
[0019] Sebstverstandlich sind alle Piezoetemente 
1 1 Qber entsprechende Leitungen 12, 13 mit der Steu- 
ereinheit 14 verbunden, obwohl dies in Fig. 1 zurbesse- 
ren Ubersichtnchkeit nur fQr ein Piezoelement 11 
gezelgt ist. 35 
[0020] Anstelle von Piezoelementen kOnnen auch 
andere, elne dynamtsche Justage ermdglichende Bau- 
teile verwendet werden. 

[0021] Die Leitungen 12, 13 bilden mit der Steuer- 
einheit 14 eine Kbntakttestschlelfe, mit deren Hilfe 40 
durch entsprechende Dlllatatlon bzw. KontrakUon der 
Plezoelemente 1 1 die gewunschte Justage vorgenom- 
men werden kann. 

[0022] Die Nullposhjon der Nadelkarte kann nach 
einer durchgefOhrten Justage mittels der Schrauben 4 45 
eingesteilt werden, so daft die Plezoelemente 11 nur 
noch Nachjustierungen vorzunehmen brauchen. 
[0023] Rg. 3 zeigt ein weiteres AusfQhrungsbeispiel 
der Erfindung, bel dem die Nadelkarte 1 mit elnem Satz 
aus Nadeln 6 In einem Fenster einer Versteifung 2 gele- so 
gen ist Hler sind die Plezoelemente 1 1 zwischen dieser 
Versteifung 2 und einer Platine 3 angeordnet, so daB 
die Justage allein Qber die Plezoelemente 3 und nicht 
Qber zusatzQche Schrauben 4 vorzunehmen ist 
[0024] Im Qbrigen ist das AusfQhrungsbeispiel der ss 
Rg. 3 In gleteher Welse wle das AusfQhrungsbeispiel 
der Rg. 1 aufgebaut auch hler sind die Plezoelemente 
1 1 Qber entsprechende Leitungen (In Fig. 3 nicht geson- 
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dert gezelgt) mit einer Steuereinheit verbunden. 
[0025] Rg. 4 zeigt ein AusfQhrungsbeispiel, bei 
dem eine Anordnung von m hreren Nadelkarten 1 , die 
in einem ais Versterfung 2 wirkenden teste n Rahman 
angebracht sind und lateral gegen dies en Rahmen bzw. 
gegen einander durch Plezoelemente 11 verschoben 
werden k6nnen. 

[0026] Solche lateral wirkende Plezoelemente kon- 
nen ohne weiteres auch mit den vertikal wirkenden Pie- 
zoelementen der Rg. 1 und 3 kombiniert werden, wenn 
sle belspielswelse in Rg. 1 zwischen der Versteifung 2 
und der Nadelkarte 1 In geefgneter Welse angebracht 
werden. 

Pate ntansp ruche 

1 . Nadelkarten- Justageeinrichtung zur Planarisierung 
von Nadelsetzen (6) einer Nadelkarte (1) in bezug 
auf einen zu kontaktierenden Wafer (8), bei der die 
Nadelkarte (1) mit einer als Kontakt-Schnittstelle zu 
einem Testkopf (5) dienenden Platine (3) verbun- 
den 1st, 

dadurch gsksnnzsichnst, daB 
cfle Nadelkarte (1) Qber eine gesonderte, dyna- 
mlsch arbeftende Justageelnheit (4; 1 1) mit der Pla- 
tine (3) verbunden ist 

2. Nadelkarten- Justageeinrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzelchnet, daB 

die Justageelnheit aus wenigstens einem Piezoele- 
ment (11) aufgebaut ist 

3. Nadelkarten- Justageeinrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzelchnet, daB 

die Justageelnheit eine Vielzahl von Piezoelemen- 
ten (11) aufweist, die im Randbereteh der Nadel- 
karte (1) an dieser angreifen. 

4. Nadel karten-Justageelnricrrtung nach elnem der 
AnsprQche 1 bis 3. 

dadurch gekennzelchnet, daB 
die Justageelnheit (4, 11) Qber elne Sense-Leitung 
(12) und eine Aktlvtertung (13) mit elner Steuerein- 
heit (14) verbunden sind. 

5. Nadelkarten-Justageelniichtung nach einem der 
AnsprQche 1 bis 4, 

dadurch gekennzelchnet, daB 
zwischen der Nadelkarte (1) und der Justageeln- 
heit (11) zusatzlich eine Versteifung (2) vorgesehen 
ist 

6. Nadelkarten -Justageeinrichtung nach einem der 
AnsprQche 1 bis 5, 

dadurch gekennzelchnet, daB 
die Justageelnheit (4; 11) In Rlchtungen, die im 
wesentlichen senkrecht zu der durch die Nadelkar- 
ten-Oberflache aufgespannten Ebene sind, 
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und/oder in RIchtung n, die im wesentlich n in dle- 
ser Ebene lie gen, wirkL 
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Fig. 2 
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Fig. 4 
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